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RADIO-FREQUENCY CONNECTORS –  

 
Part 1 -6:  Electrical  test methods  – RF power 

 
FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commission  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for s tandard ization  compris i ng  
a l l  national  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Commi ttees).  The  object  of I EC  i s  to  promote  i n ternationa l  
co-operation  on  a l l  q uestions  concern ing  standard izati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic fi e l d s.  To  th i s  end  and  
i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC pub l i shes  I n ternational  Standards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  Techn ical  Reports ,  
Publ i cl y  Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC Publ i cation(s)”) .  Thei r 
preparati on  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC Nati onal  Commi ttee  i n terested  i n  the  subject  deal t  wi th  
may parti cipate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non-governmental  organ izati ons  l i a i s i ng  
wi th  the  I EC a l so  parti cipate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osely wi th  the  I n ternational  Organ ization  for 
S tandard izati on  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i ti ons  determ ined  by ag reement  between  the  two organ izati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearly  as  possible,  an  i n ternati ona l  
consensus  of opi n ion  on  the  rel evant sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  al l  
i n terested  I EC National  Commi ttees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendati ons  for i n ternational  use  and  are  accepted  by I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Wh i l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  con ten t of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot be  hel d  responsi ble  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any  
m is in terpretation  by  any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Commi ttees  u ndertake  to  apply  I EC Publ i cations  
transparentl y  to  the  maximum  extent  possible  i n  thei r nati onal  and  reg i ona l  pub l i cations.  Any d i vergence  between  
any I EC Publ i cation  and  the  correspond ing  national  or reg ional  publ i cati on  shal l  be  cl earl y  i n d icated  i n  the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I ndependent  certi fi cati on  bod ies  provide  conform i ty  
assessment services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by  i ndependent  certi fi cation  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty  shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors ,  employees,  servan ts  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  commi ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property damage  or 
other damage  of any nature  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct  appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  possib i l i ty  that  some  of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subj ect  of patent  
ri gh ts.  I EC shal l  not  be  he l d  responsibl e  for i den ti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts.  

I EC 61 1 69-1 -6  has  been  prepared  by subcommittee  46F:  RF  and  m icrowave  pass ive  
components ,  of I EC  techn ica l  commi ttee  46:  Cables,  wi res,  wavegu ides,  RF  connectors,  RF  
and  m icrowave pass ive  components  and  accessories.  I t  i s  an  I n ternational  Standard .  

The  text of th is  I n ternational  Standard  i s  based  on  the  fol lowing  documents :  

Draft  Report  on  voti ng  

46F/598/FDIS  46F/61 2/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for i ts  approval  can  be  found  in  the  report  on  voti ng  i nd icated  in  
the  above  tab le.  

The  l anguage  used  for the  development of th is  I n ternational  Standard  i s  Eng l ish .   
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Th is  document was  d rafted  in  accordance  wi th  I SO/IEC D i rectives,  Part 2 ,  and  developed  in  
accordance wi th  I SO/IEC  D i rectives,  Part  1  and  I SO/IEC D irectives,  I EC  Supplement,  avai l able  
at  www. iec.ch/members_experts/refdocs.  The  main  document types  developed  by I EC are  
described  in  greater detai l  at  www. iec.ch/standardsdev/publ ications .  

A l i st  of a l l  parts  i n  the  I EC  61 1 69  series,  publ ished  under the  general  ti t l e  Radio-frequency 
connectors,  can  be  found  on  the  I EC websi te.  

The  committee  has  decided  that the  con ten ts  of th is  document wi l l  remain  unchanged  un ti l  the  
stabi l i ty  date  i nd icated  on  the  I EC websi te  under webstore. iec.ch  i n  the  data  re lated  to  the  
speci fic document.  At  th is  date,  the  document wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  rep laced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  

 

IMPORTANT – The "colour inside" logo on  the cover page of this document indicates that it 
contains colours which are considered to be useful  for the correct understanding of its 
contents.  Users should  therefore print this document using a colour printer.  
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RADIO-FREQUENCY CONNECTORS –  
 

Part 1 -6:  Electrical  test methods  – RF power 
 
 
 

1  Scope 

Th is  part  of I EC 61 1 69  provides  test  methods  for RF  power rati ng  and  power hand l ing  of RF  
connectors  at speci fied  frequency,  temperature  and  a l ti tude.  

Th is  document i s  appl icable  to  cabled  RF  connectors,  m icrostrip  RF  connectors  and  RF  
connector adapters.  I t  i s  a lso  su i table  to  test RF  channels  i n  mu l ti -channel  RF  connectors  and  
hybrid  connectors .  

2  Normative references  

The fo l lowing  documents  are  referred  to  i n  the  text i n  such  a  way that some or a l l  of thei r con tent 
consti tu tes  requ i rements  of th is  document.  For dated  references,  on ly  the  ed i ti on  ci ted  appl ies.  
For undated  references,  the  l atest  ed i ti on  of the  referenced  document ( includ ing  any 
amendments)  appl i es .  

I EC  61 1 69-1 ,  Radio frequency connectors – Part 1 :  Generic specification  – General 
requirements and measuring methods  

I EC  61 1 69-1 -4 ,  Radio frequency connectors – Part – 1 -4: Electrical test methods – Voltage 
standing wave ratio,  return loss and reflection  coefficient  

3 Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of th is  document,  the  terms  and  defin i ti ons  g iven  in  I EC 61 1 69-1  and  the  
fol lowing  apply.  

I SO and  I EC main tain  terminolog ical  databases  for use  i n  standard ization  at  the  fol l owing  
addresses:  

•  I EC  E lectroped ia:  avai lab le  at  h ttp: //www.electroped ia .org / 

•  I SO  On l ine  browsing  p latform:  avai l able  at h ttp: //www. iso.org/obp  

3. 1   
power rating  
i nput  power at  wh ich  ne i ther peak working  vol tage  nor maximum  d ie lectric  temperature  for an  
RF  connector i s  exceeded ,  i f i t  i s  terminated   

Note  1  to  en try:  See  Annex A for typica l  d i e l ectri c  materia l s  for RF  connectors  and  thei r maximum  wi thstand ing  
temperatu res.  

3.2   
average  power  
power that i s  averaged  over the  defined  frequency range  and  periods  at  the  speci fied  
temperature  and  a l ti tude  and  that can  be  hand led  by RF  connectors  
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3.3   
peak power  
maximum  power Pmax  that the  RF  connectors  shal l  wi thstand  for a  pu lse  duration  τ  over a  period  

Τ wi th  a  du ty  cycle  R  a t  the  speci fi ed  temperature  and  a l ti tude,  where  the  re lationsh ip  between  
du ty cycle,  pu lse  duration ,  and  period  i s  expressed  by formu la  (1 )  

Note  1  to  en try:  See  F igure  1 .  

 

Figure 1  – I l lustration  of peak power  

 %1 00R
T

τ
= × （ ）  ( 1 )  

 

where  

R  i s  the  du ty factor,  i n  %;  

τ  i s  the  pu lse  du ration ,  in  s ;  

T i s  the  period  of pu lse,  i n  s .  

3.4  
continuous  wave  power 
power transmi tted  i n  a lmost a  stra igh t l i ne  whose  du ty factor R  =  1  i n  Formu la  (1 )  

3.5   
power handl ing  
abi l i ty  of the  RF  connectors  to  hand le  the  power speci fied  i n  the  re levant speci fication  at  the  
stated  temperature,  a l ti tude  and  frequency 

4 Preparation  of test sample  (TS)  

4.1  Cabled  RF  connector 

The cabled  RF  connector shal l  be  made  i n to  a  double-ended  cable  assembly as  a  test  sample  
(TS)  us ing  a  l ength  of pre-selected  RF  cable  wi th  a  power capaci ty  g reater than  the  connector.  

4.2  Microstrip  connector 

The microstrip  connector shal l  be  provided  wi th  an  appropriate  test fixture  at  the  m icrostrip  end  
as  speci fied  i n  the  re levant speci fication ,  and  the  m icrostrip  connector wi th  test fixture  as  a  
whole  shou ld  be  treated  as  a  test sample  (TS).  
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4.3  Adapter 

The adapter shal l  be  tested  d i rectly  or i nd i rectly by be ing  mated  to  add i tional  adapters  at the  
ends  that are  su i table  for the  test  setup  i n terfaces  and  sufficien t to  meet the  power capabi l i ty 
requ irements  of the  test.  An  adapter i s  j ust  a  test  sample  (TS).  When  the  adapter i s  needed ,  
the  power capaci ty of the  adapter shou ld  be  greater than  that of the  sample.  

When  needed ,  i t  i s  recommended  to  d ri l l  a  smal l  hole  i n  the  test sample  (TS)  on  the  i nner 
conductor to  pl ace  a  thermodetector (such  as  a  fi ber optic  temperatu re  sensor)  to  measure  the  
temperature  of the  i nner conductor.  

5 Test condi tions  

The stabi l i ty of test cond i ti ons  i ncludes  temperature  s tabi l i ty  and  a l ti tude  stabi l i ty.  

a)  Temperature  s tabi l i ty:  

When  the  change  of temperature  of the  test sample  i s  not more  than  ±  2  °C  i n  5  m in ,  the  
temperature  shal l  be  considered  s tabi l ized .  

When  the  chamber i s  used  for testing  and  the  change  of temperature  of the  chamber and  the  
test sample  have  been  not more  than  ±  2  °C  i n  5  m in ,  the  temperature  shal l  be  cons idered  
stabi l i zed .   

b)  Al ti tude  s tabi l i ty:   

When  requ i rements  are  speci fied  for pressure  in  the  re levant  speci fications,  the  a l ti tude  of the  
l ow-pressure  test  chamber that i s  stable  wi th in  the  range  of ±  5  %  of the  speci fi ed  va lue  i n  
1 0  m in  is  considered  a  stable  a l ti tude.  

6 Test principle  

A combination  of power source,  d i rectional  coupler,  fixed  attenuator (when  requ i red)  and  power 
meter i s  used  for the  test,  as  shown  i n  F igure  2 .  When  the  i ncident power  Pi  passes  through  

the  coupler,  the  coupl ing  power Pf  i s  produced  at  i ts  coupl i ng  port,  and  then  is  attenuated  to  

the  range  of the  power meter by  a  fixed  attenuator (when  necessary) ,  so  as  to  obtain  the  
i nd ication  value  of power P0 .  

S ince  the  coupl i ng  factor C (ca lcu lated  from  Formu la  (2))  of coupler and  attenuation  value  D  
(ca lcu lated  from  Formu la  (3))  of the  fixed  attenuator are  i nvariable,  the  actual  inciden t power of 
the  sample  can  be  obtained  from  Formu la  (4) .  

 
i

f

1 0lg
P

C
P

=  (2)  

 

 
f

g

1 0lg
P

D
P

=  (3)  

 

 0P P D C= + +  (4)  
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where  

C  i s  the  coupl i ng  factor of the  coupler,  i n  dB;  

D  i s  the  attenuation  of the  fixed  attenuator,  i n  dB;  

Pi  i s  the  inciden t power of the  test system,  i n  dB;  

Pf  i s  the  power value  of the  coupl ing  end  of the  coupler,  i n  dB ;  

Pg  i s  the  power value  attenuated  by the  fixed  attenuator,  i n  dB ;  

P  i s  the  measured  power va lue,  i n  dB;   

P0  i s  the  i nd icated  va lue  by power meter,  i n  dB.  

 

Figure 2  – Test  principle  

7 Test equipment 

Test equ ipment i s  as  fo l l ows:  

a)  Power source,  d i rectional  coupler,  fixed  attenuator,  power meter,  h igh -power l oad  (or 
absorber),  etc.  The  rated  power of se lected  couplers,  fixed  attenuators,  h i gh-power loads  
and  other devices  shal l  be  more  than  2  to  2 , 5  times  the  maximum  power measured ,  to  
prevent the  devices  from  burn ing  ou t due  to  overheating  i n  case  of nonsteady power.  

b)  The  thermodetector shal l  be  able  to  measure  inner and  ou ter conductor temperatures,  and  
have  su fficien t sensi tivi ty  wi th  an  accuracy of ±1  °C.   

c)  Temperature  -  a l ti tude  test chamber ( i f appl icable)  shal l  meet the  test requ i rements  s tated  
i n  the  re levan t speci fications.  

d )  For the  power rati ng  test,  the  vol tage  stand ing  wave ratio  (VSWR)  of the  l oad  shou ld  be  l ess  
than  1 , 05;  for power hand l i ng  tests,  un less  otherwise  speci fi ed ,  VSWR of the  load  shal l  not  
be  less  than  1 , 75.  

e)  A test room  to  preven t a i r ci rcu lation ,  e . g .  of fans  of the  cl imatic  cabinet.  I f necessary,  the  
test room  shou ld  fi t  the  cl imatic  cabinet and  be  large  enough  so  that the  test i tems  can  be  
20  cm  (8  i n )  away from  the  wal ls  of the  test room.   
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8 Test procedure  

8. 1  Average  power / Continuous  wave  power rating  

8. 1 . 1  Average  power rating  test  

The test procedure  is  as  fo l lows:  

a)  The  insertion  l oss  and  VSWR of the  sample  shal l  be  measured  in  accordance wi th  
I EC 61 1 69-1 -2  and  I EC  61 1 69-1 -4  respective ly.  The  measured  values  shal l  be  as  speci fied  
i n  the  re levan t speci fication .   

b)  Connect the  test sample  (TS)  to  the  power test system  as  shown  i n  F igure  2 ,  and  use  the  
thermodetector to  mon i tor the  i nner conductor temperature  ti ,  and  the  ou ter conductor 

temperature  to  as  wel l  as  the  test envi ronment temperature  te ,  respectively.  Record  the  

temperature  values  ti ,  to  and  te  i nd ividual ly,  a t the  time  when  the  temperature  i s  stabi l i zed .  

c)  Set test  parameters:  test  frequency and  average  power /  continuous  wave  power (a  l ower 
estimated  value),  and  s tart the  test.  

d )  Continue  the  test  for a  sufficien t time  to  stabi l ize  the  temperature  at  th is  frequency and  
power,  and  then  record  the  temperature  values  ti  and  to at  th is  time  

e)  At  th is  frequency,  s lowly  i ncrease  the  power un ti l  the  temperature  ti  o f the  i nner conductor 

reaches  the  maximum  temperature  that  the  sample  can  wi thstand  and  i s  stabi l i zed  at  th is  
l evel .  The  power at th is  poin t  i s  power rati ng  at th is  frequency.  Record  the  power P,  the  
i nner conductor temperature  ti  and  the  ou ter conductor temperature  to  at  th is  t ime.  

f)  After the  test,  take  ou t the  sample,  and  when  the  i nner conductor temperature  ti  and  outer 

conductor temperature  to  a re  restored  to  room  temperature  or s tandard  test atmosphere,  

the  VSWR of the  sample  shal l  be  measured  i n  accordance wi th  I EC 61 1 69-1 -4,  and  shal l  
comply wi th  the  relevant speci fication .  

g )  When  envi ronmenta l  temperature  and  a l ti tude  are  requ ired ,  the  sample  shal l  be  p laced  in  
the  temperature-al ti tude  test  chamber and  tested  i n  accordance  wi th  steps  from  b)  to  f) .  The  
temperature  and  a l ti tude  of the  test chamber shal l  be  mon i tored  during  the  test.  

8. 1 .2  Conversion  of average  power rating  at  other frequencies  

I n  the  operating  frequency range  of an  RF  connector,  when  the  average  power rating  at a  certa in  
frequency is  known,  the  average  power rating  at  the  other frequency can  be  converted  from  
that  known  average  power rati ng  us ing  the  i nsertion  loss  values  at that frequency and  at any  
other frequency through  Formu lae  (5)  and  (6).  

 
1 2

1 0 1 0
1 21 1 0 1 1 0

f f

if ifP P

α α
− −

× − = × −（ ） （ ）  (5)  

 

When  αf1  ≤  1 and  αf2  ≤  1 ,  Formu la  (5)  can  be  s impl i fied  as  Formu la  (6)  as  fol l ows:  

 1 1 2 2if f if fP Pα α× = ×  (6)  

 

where  

αf1  i s  the  attenuation  of RF  connector at frequency f1 ,  i n  dB;  

αf2  i s  the  attenuation  of RF  connector at frequency f2 ,  i n  dB;  

Pif1  i s  the  average  power rating  at  frequency f1 ,  i n  W;   
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Pif2  i s  the  average  power rating  at  frequency f2 ,  i n  W.  

8. 1 .3  Conversion  of average  power rating  at  d i fferent environment temperatures  

Average power ratings  at d i fferen t envi ronment temperatures  from  1 5  °C  to  40  °C  can  be  
converted  to  the  average  power ratings  at 40  °C.  When  a  test  at  40  °C  s tandard  ambien t 
temperature  i s  requ ired  i n  the  re levant  speci fication ,  the  fol lowing  approximate  Formu la  (7)  can  
be  used  to  convert the  average  power rati ng  at  a  certain  envi ronment temperature  to  the  
average  power rati ng  at  40  °C:  

 

,1 1 4

1
1 1

t T
P P

t T

 −
=  

− 
 (7)  

 

where  

T1  i s  the  ambient temperatu re  from  1 5  °C  to  40  °C  du ring  the  test,  i n  °C;   

T i s  the  standard  ambien t temperature  (40  °C) ,  i n  °C;  

t1  i s  the  measured  i nner conductor temperature,  from  (t  −  1 5)  to  t,  i n  °C;  

t  i s  the  maximum  i nner conductor temperature  (as  speci fied  i n  the  relevant speci fication) ;  

P1  i s  the  input  power measured  under cond i tions  t1  and  T1 ,  i n  W;  

P  i s  the  power rating  (at  l im i t  temperature),  i n  W.  

The  cond i ti ons  for Formu la  (7)  are  as  fol l ows:  

a)  Test  envi ronment temperature  T1  ranges  from  1 5  °C  to  40  °C;  

b)  For the  test,  the  temperature  of the  i nner conductor shal l  not  be  l ess  than  1 5  °C  below the  
maximum  a l l owable  temperature  between  (t  −  1 5)  and  t.  

8. 1 .4  Average  power rating  estimation  

When  i t  i s  not poss ib le  to  test the  average  power rating  d i rectly,  the  average  power rati ng  can  
be  estimated  us ing  the  method  shown  in  Annex B .  

8.2  Power handl ing  

8.2. 1  Average  power / Continuous  wave  power 

The test procedure  is  as  fo l lows:  

a)  The  insertion  l oss  and  VSWR of the  sample  shal l  be  measured  in  accordance wi th  
I EC 61 1 69-1 -2  and  I EC  61 1 69-1 -4  respectively.  The  measured  values  shal l  be  as  speci fied  
i n  the  re levant speci fication .  

b)  Connect the  test sample  (TS)  to  the  power test system  as  shown  i n  F igure  2 ,  and  use  the  
thermodetector to  mon i tor the  temperature  of the  test  sample.  

c)  The  test sample  (TS)  shal l  be  p laced  in  the  temperature  and/or a l ti tude  test  chamber for 
testing  when  the  temperature  and /or a l ti tude  are  speci fied  i n  the  relevant speci fication .  
Temperature  and/or a i r pressure i n  the  temperature  and /or a l ti tude  test  chamber shal l  
conform  to  the  relevant  speci fication  and  shal l  be  mon i tored  throughou t the  test.  

d )  Set  test  parameters:  test  frequency and  average  power /  conti nuous  wave  power.  

e)  Keep the  test at  that frequency and  power for the  period  speci fi ed  i n  the  re levan t 
speci fication .  The  temperature  of the  sample  shou ld  be  recorded  when  requ ired  i n  the  
re levant  speci fication .  
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f)  When  the  frequency speci fied  i n  the  re levan t speci fication  i s  a  frequency reg ion ,  the 
maximum  l im i t power shal l  be  appl ied  at the  maximum  frequency poin t  for 60  m in  after the  
temperature  i s  s tabi l i zed .  When  the  above test cond i tions  are  not avai l ab le ,  the  test  shou ld  
be  carried  ou t at h igh  frequency,  m idd le  frequency and  l ow frequency poin ts,  respective ly.  
Un less  otherwise  speci fi ed  i n  the  re levant speci fi cation ,  the  h i gh-frequency poin ts  selected  
i n  the  test  shal l  be  wi th in  1 0  %  of the  upper l im i t frequency of the  sample,  and  the  test 
duration  shal l  not be  l ess  than  60  m in ;  The  m idd le-frequency poin t  shou ld  be  the  
approximate  i n termed iate  frequency i n  the  frequency range,  and  the  test  duration  shou ld  
not  be  less  than  20  m in ;  the  l ow-frequency poin t  shou ld  be  wi th in  0 , 1 0  GHz at  the  l ower end  
of the  frequency range,  and  the  test duration  shou ld  not  be  l ess  than  20  m in .   

g )  The  sample  shal l  be  restored  and  stabi l ized  at  room  temperature  before  power i s  appl i ed  at 
each  frequency poin t.  

h )  During  the  test,  there  shou ld  be  no  breakdown  or bu rn ing  on  the  sample,  and  temperature  
rise  of the  sample  and  the  test chamber (when  speci fied )  shal l  comply  wi th  the  relevan t 
speci fications.  After the  test,  the  sample  shou ld  be  taken  ou t  and  restored  to  a  stable  state.  
The  insertion  l oss  and  VSWR of the  sample  shal l  be  measured  in  accordance  wi th  
I EC 61 1 69-1 -2  and  I EC  61 1 69-1 -4  respective ly.  The  measured  values  shal l  be  as  speci fied  
i n  the  re levan t speci fication .  

8.2.2  Peak power hand l ing  

The test procedure  is  as  fo l lows:  

a)  The  insertion  l oss  and  VSWR of the  sample  shal l  be  measured  in  accordance wi th  
I EC 61 1 69-1 -2  and  I EC  61 1 69-1 -4  respectively.  The  measured  values  shal l  be  as  speci fied  
i n  the  re levant speci fication .  

b)  Connect the  test sample  (TS)  to  the  power test system  as  shown  i n  F igure  2 .  

c)  The  test sample  (TS)  shal l  be  p laced  in  the  temperature  and/or a l ti tude  test chamber for 
testing  when  the  temperature  and /or a l ti tude  are  speci fied  i n  the  relevant speci fication .  
Temperature  and/or a i r pressure  i n  the  temperature  and /or a l ti tude  test  chamber shal l  
conform  to  the  relevant speci fication  and  shal l  be  mon i tored  throughou t the  test.  

d )  Set  test  frequency ( i f stated),  peak power,  pu lse  duration ,  du ty  factor or period ,  and  carry 
ou t the  test i n  accordance  wi th  the  re levant speci fication .  Un less  otherwise  speci fi ed ,  the  
duration  shal l  not be  l ess  than  60  m in .  When  speci fied  in  the  re levant  speci fication ,  the  
temperature  of the  sample  shou ld  be  mon i tored  du ring  the  test.  

e)  During  the  test,  there  shou ld  be  no  breakdown  or bu rn ing  on  the  sample,  and  temperature  
rise  of the  sample  (when  speci fied)  shou ld  comply wi th  the  re levan t speci fications.   

f)  After the  test,  the  sample  shou ld  be  taken  out and  restored  to  a  s table  state.  The  insertion  
l oss  and  VSWR of the  sample  shal l  be  measured  in  accordance wi th  I EC 61 1 69-1 -2  and  
I EC 61 1 69-1 -4  respective ly.  The  measured  values  shal l  be  as  speci fied  i n  the  re levant 
speci fication .  

9  Information  to  be g iven  in  the relevant specification  

The fo l l owing  in formation  shal l  be  g iven  i n  the  re levan t speci fication :   

a)  test method ;   

b)  test cond i ti ons;  

c)  test frequency and  power;  

d )  du ty factor,  pu lse  wid th  or cycle  (as  needed) ;  

e)  test duration ;  

f)  any variation  from  the  test method .   
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1 0  Test report 

Test report shou ld  i nclude  i n formation  the  fol lowing  i n formation :  

a)  test method ;  

b)  test cond i tions;  

c)  test frequency and  power;  

d )  du ty factor,  pu lse  du ration  or cycle  (as  needed);  

e)  i nner and  ou ter conductor temperatures;  

f)  test duration ;  

g )  test equ ipment;  

h )  test sample  number;  

i )  test resu l ts;  

j )  operator’s  name  and  test date.  
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Annex A 
(informative)  

 
Endurance temperatures  for typical  d ielectric materials  

The maximum  a l l owable  temperature  of the  i nner conductor depends  on  the  endurance 
temperature  of the  d ie lectric  material ,  construction ,  design  and  manufacture  of the  connector.  
Endurance  temperatures  for typ ical  d ie lectric  materia ls  for RF  connectors  are  shown  in  
Table  A. 1 .  

Table  A. 1  – Endurance temperatures  for typical  d ielectric materials  

Dielectri c  material  Recommended  endurance  temperatu re  

 °C  

Polytetrafl uoroethylene  (PTFE)  +200   

Polyether Ether Ketone  (PEEK)  +250   

Polyim ide  (PI )  +280   

Poly(amide-im ide)  (PAI )  +260   

Polyether im ide  (PEI )  +200   

pol ypropyl ene  (PP)  +270   

Low dens i ty  Polyethyl ene  (LD-PE)  +85   
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Annex B  
(informative)  

 
Average power rating  estimation  

B.1  Estimation  of average power rating  at d i fferent ambient temperatures  

When  the  RF  power source  at a  g iven  frequency i s  i nsufficient to  meet the  RF  power test 
requ irements ,  the  average  RF  power rating  can  be  estimated  us ing  the  fo l l owing  procedures:  

a)  Pu t the  test  sample  i n  the  test temperature  chamber and  connect i t  to  the  power test  system  
as  shown  i n  F igure  2 .  

b)  Set  the  temperature  of the  test chamber to  T1  t i l l  i t  i s  stabi l ized .  

c)  The  RF  power test  i s  carried  ou t accord ing  to  8. 1 . 1  un ti l  the  i nner conductor temperature  
reaches  the  maximum  a l l owable  temperature.  Record  the  ambien t  temperature  Te1  around  

the  test sample,  the  maximum  inner conductor temperature  and  the  power va lue,  and  then  
turn  off the  power source.  

d )  Reset the  temperature  of the  test chamber to  T2  t i l l  i t  i s  s tabi l ized .  

e)  Repeat s tep  c).  

f)  S imi l arly,  power tests  at  more  than  three  ambient temperature  poin ts  are  carried  ou t.  

g )  P lot and  fi t  the  ambient temperature  versus  RF  power rati ng  curve.  

h )  Estimate  power rating  at other ambien t temperatures  us ing  the  fi tted  ambient temperature-
power curve.  

For example:  

F igure  B. 1  shows  the  average  RF  power rating  for one  SMA connector at d i fferent ambient 
temperatures  when  tested  at  2  GHz,  wi th  an  i nner conductor temperature  at 1 60  °C.  

 

Figure B. 1  – Average RF  power rating  for one  SMA connector 
at d i fferent ambient temperatures  

 

___________ 
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CONNECTEURS POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES –  

 
Partie  1 -6:  Méthodes  d ’essai  électrique  – Puissance RF  

 
AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commiss ion  É l ectrotechn ique  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ial e  d e  normal i sation  composée  
de  l ’ ensemble  des  comi tés  é l ectrotechn iques  nationaux (Comi tés  nationaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pour ob jet  de  
favori ser l a  coopération  i n ternational e  pour tou tes  l es  questions  de  normal i sation  dans  l es  domaines  de  
l ’ é l ectri ci té  et  de  l ’ é l ectron ique.  À cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  d es  Normes  i n ternati ona les,  
des  Spéci fi cations  techn i ques,  des  Rapports  techn i ques,  d es  Spéci fi cations  accessib les  au  publ i c  (PAS)  et  des  
Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cati on (s)  de  l ’ I EC" ).  Leu r é l aborati on  est  confiée  à  d es  comi tés  d ’études,  aux 
travaux desquels  tou t  Comi té  nati onal  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peu t parti ci per.  Les  organ isations  
i n ternati ona les ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les ,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti ci pent  égal ement  aux 
travaux.  L ’ I EC col l abore  étroi tement  avec l ’Organ isati on  I n ternationale  de  Normal i sation  ( I SO),  se lon  des  
cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  d eux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi ci el s  de  l ’ I EC concernant l es  q uestions  techn i ques  représentent,  dans  l a  mesu re  du  
possib le,  un  accord  i n ternational  sur l es  su jets  étud iés,  étant  d onné  que  l es  Comi tés  nationaux de  l ’ I EC i n téressés  
son t représentés  dans  chaque  comi té  d ’études.   

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme te l l es  par l es  Comi tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  sont  en trepri s  afi n  que  l ’ I EC  
s ’assure  de  l ’ exacti tude  du  con tenu  techn i que  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC ne  peu t pas  être  tenue  responsable  de  
l ’ éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d ’ encourager l ’ un i form i té  i n ternational e,  l es  Comi tés  nationaux de  l ’ I EC s ’engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possibl e,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC  dans  l eu rs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es .  Toutes  d i vergences  en tre  tou tes  Pub l i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  publ i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t être  i nd iquées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC el l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssent  d es  services  d ’ évaluati on  de  conform i té  et,  dans  certai ns  secteurs ,  accèdent  aux marques  de  
conformi té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC n ’ est  responsabl e  d ’aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doivent  s ’ assurer qu ’ i l s  sont  en  possession  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  impu tée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs ,  employés,  auxi l i a i res  ou  mandatai res ,  
y  compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  comi tés  d ’études  et  des  Comi tés  nationaux de  l ’ I EC,  
pou r tou t  préjud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matéri el s ,  ou  de  tou t  au tre  dommage  de  q uel que  
natu re  que  ce  soi t,  d i recte  ou  i n d i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y  compris  l es  frai s  de  j usti ce)  et  l es  dépenses  
décou l ant  d e  l a  publ i cati on  ou  de  l ’ u ti l i sation  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  tou te  au tre  Publ i cation  de  l ’ I EC,  
ou  au  créd i t  qu i  l u i  est  accordé.   

8)  L ’ atten tion  est  atti rée  su r l es  références  normatives  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L ’ u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .  

9)  L ’atten tion  est  atti rée  su r l e  fa i t  que  certa ins  des  é l éments  d u  présent d ocument  de  l ’ I EC peuvent  fa i re  l ’ obj et  de  
d ro i ts  de  brevet.  L ’ I EC  ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsabl e  de  ne  pas  avoi r i den ti fi é  d e  te l s  d roi ts  de  brevets .  

L’ I EC  61 1 69-1 -6  a  été  établ i e  par le  sous-comi té  46F:  Composants  pass i fs  pour 
hyperfréquences  et  rad iofréquences,  d u  comité  d ’études  46  de  l ’ I EC:  Câbles,  fi l s ,  gu ides  
d ’ondes,  connecteurs,  composan ts  pass i fs  pour m icro-ondes  et  accessoires.  I l  s ’ag i t  d ’une  
Norme i n ternationale .  

Le  texte  de  l a  présente  Norme  in ternationale  est  i ssu  des  documents  su ivan ts:  

Projet  Rapport  de  vote  

46F/598/FDIS  46F/61 2/RVD  

 
Le  rapport  de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  in formation  sur l e  vote  ayant 
abouti  à  son  approbation .  

La  langue  employée pour l ’ é laboration  de  l a  présente  Norme  i n ternationale  est  l ’ ang la is.   
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Ce  document a  été  réd igé  selon  l es  D i rectives  I SO/I EC,  Partie  2 ,  i l  a  é té  développé selon  l es  
Directives  I SO/IEC,  Partie  1  et  l es  D irectives  I SO/IEC,  Supplément I EC,  d ispon ibles  sous  
www. iec. ch/members_experts/refdocs .  Les  pri ncipaux types  de  documents  développés  par 
l ’ I EC son t décri ts  p l us  en  déta i l  sous  www. iec.ch/standardsdev/publ ications .  

Une  l i ste  de  toutes  l es  parties  de  la  série  I EC  61 1 69,  publ i ées  sous  l e  ti tre  général  Connecteur 
pour fréquences radioélectriques ,  peu t être  consu l tée  sur l e  s i te  web de  l ’ I EC.  

Le  comi té  a  décidé  que  l e  contenu  de  ce  document ne  sera  pas  mod i fié  avan t  l a  date  de  s tabi l i té  
i nd iquée  sur l e  s i te  web de  l ’ I EC sous  webstore. iec.ch  dans  l es  données  re latives  au  document 
recherché.  À cette  date,  l e  document sera   

•  recondu i t,  

•  supprimé,  

•  remplacé  par une  éd i ti on  révisée,  ou  

•  amendé.  

 

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui  se trouve sur la page de couverture du  présent 
document indique qu’il  contient des couleurs qui  sont considérées comme utiles à une bonne 
compréhension de son contenu.  Les util isateurs devraient,  par conséquent,  imprimer cette 
publication en util isant une imprimante couleur.  
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CONNECTEURS POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES –  
 

Partie  1 -6:  Méthodes  d ’essai  électrique  – Puissance RF  
 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La présente  partie  de  l ’ I EC 61 1 69  fourn i t des  méthodes  d ’essai  pour l a  pu issance RF  ass ignée  
et  la  tenue  en  pu issance des  connecteurs  RF  à  une  fréquence,  une  température  et  une  a l ti tude  
spéci fiées.  

Le  présent document s ’appl i que  aux connecteurs  RF  câblés,  aux connecteurs  RF  m icrorubans  
et  aux adaptateurs  de  connecteurs  RF.  I l  convient  également pour les  essais  des  canaux RF  
dans  l es  connecteurs  RF  mu l ticanaux et l es  connecteurs  hybrides.  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  son t ci tés  dans  l e  texte  de  sorte  qu ’ i l s  consti tuen t,  pour tou t ou  partie  
de  l eur contenu ,  des  exigences  du  présent document.  Pour les  références  datées,  seu le  
l ’éd i tion  ci tée  s ’appl ique.  Pour l es  références  non  datées,  l a  dern ière  éd i tion  du  document de  
référence  s ’appl i que  (y compris  l es  éventuels  amendements) .  

I EC  61 1 69-1 ,  Connecteurs pour fréquences radioélectriques – Partie 1 :  Spécification 
générique – Exigences générales et méthodes de mesure  

I EC  61 1 69-1 -4 ,  Connecteurs pour fréquences radioélectriques – Partie  1 -4: Méthodes d’essai 
électriques – Rapport d’ondes stationnaires en tension,  affaiblissement de  réflexion et 
coefficient de réflexion  

3 Termes  et défin i tions  

Pour l es  besoins  du  présent  document,  l es  termes  et  l es  défin i ti ons  de  l ’ I EC  61 1 69-1  a ins i  que  
l es  su ivants  s ’appl iquen t.  

L ’ I SO  et l ’ I EC  ti ennen t à  j our des  bases  de  données  terminolog iques  destinées  à  être  u ti l i sées  
en  normal isation ,  consu l tables  aux adresses  su ivantes:  

•  I EC E lectroped ia:  d ispon ible  à  l ’adresse  h ttp: //www.electroped ia .org/  

•  I SO  On l ine  browsing  p latform:  d ispon ib le  à  l ’ adresse  h ttp: //www. iso. org /obp  

3. 1   
pu issance assignée  
pu issance  d ’en trée  pour l aquel l e  n i  l a  tens ion  de  crête  de  service  n i  l a  température  maximale  
du  d ié lectri que  d ’ un  connecteur RF  ne  sont  dépassées,  s ’ i l  est mun i  d ’ une  terminaison  

Note  1  à  l ’ arti cl e:  Voi r l ’Annexe  A pou r l es  matéri aux d i électri ques  typiques  des  connecteu rs  RF  et  l eu rs  
températu res  de  tenue  maximales.  

3.2   
pu issance moyenne   
pu issance  moyenne sur l a  pl age  de  fréquences,  l es  périodes  défin ies  à  l a  température  et à  
l ’ a l ti tude  spéci fiées,  qu i  peu t être  supportée  par des  connecteurs  RF  
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3.3   
pu issance de  crête   
pu issance maximale  Pmax  q ue  l es  connecteurs  RF  doiven t supporter pendan t une  durée  

d ’ impu ls ion  τ  sur une  période  Τ avec un  facteur de  marche  R  à  l a  température  et à  l ’ a l ti tude  
spéci fiées,  où  l a  re lation  en tre  l e  facteur de  marche,  l a  durée  d ’ impu ls ion  et l a  période  est  
exprimée  par la  Formu le  (1 )  

Note  1  à  l ’ arti cl e:  Voi r l a  F i gu re  1 .  

 

Figure  1  – I l lustration  de  la  pu issance  de  crête   

 %1 00R
T

τ
= × （ ）  ( 1 )  

 

où  

R  est  l e  facteur de  marche,  en  %;  

τ  est  la  durée  d ’ impu ls ion ,  en  s ;  

T est  l a  période  d ’ impu ls ion ,  en  s.  

3.4   
pu issance d ’onde  entretenue  
pu issance  transmise  en  l i gne  quasi  d roi te  dont  l e  facteur de  marche  R  =  1  dans  la  Formu le  (1 )  

3.5   
tenue en  pu issance  
apti tude  des  connecteurs  RF  à  supporter l a  pu issance  i nd iquée  dans  l a  spéci fication  concernée  
aux température,  a l ti tude  et fréquence men tionnées  

4 Préparation  de l ’échanti l lon  d ’essai  (TS)  

4.1  Connecteur RF  câblé  

Le  connecteur RF  câblé  fa isant  office  d ’échanti l l on  d ’essai  (TS)  doi t  ê tre  réal isé  sous  l a  forme  
d ’un  câble  assemblé  à  deux extrémi tés  en  u ti l i sant une  longueur de  câble  RF  préalablement 
chois ie  don t l a  capaci té  de  pu issance  est  supérieure  à  cel le  du  connecteur.  

4.2  Connecteur m icroruban  

Le  connecteur m icroruban  doi t  être  équ ipé  d ’ un  montage  d ’essai  approprié  à  l ’extrémi té  du  
m icroruban  comme  ind iqué  dans  la  spéci fication  appl icable,  et i l  convient de  cons idérer l e  
connecteur m icroruban  avec l e  mon tage  d ’essai  dans  son  ensemble  comme  étan t l ’ échanti l l on  
d ’essai  (TS).  
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4.3  Adaptateur 

L’adaptateur doi t être  soumis  à  essai  d i rectement ou  i nd i rectement en  étan t accouplé  à  des  
adaptateurs  supplémentai res  aux extrém i tés  qu i  conviennent aux i n terfaces  de  montage  d ’essai  
et su ffisan ts  pour satisfai re  aux exigences  de  pu issance de  l ’ essai .  U n  adaptateur est  un  s imple  
échanti l lon  d ’essai  (TS).  Lorsque  l ’ adaptateur est nécessai re,  i l  convient que  sa  capaci té  de  
pu issance  soi t  supérieure  à  cel le  de  l ’ échan ti l l on .  

S i  nécessai re,  i l  est recommandé  de  percer un  peti t  trou  dans  l ’ échanti l l on  d ’essai  (TS)  sur l e  
conducteur i n térieu r afi n  de  p lacer un  thermodétecteur (te l  q u ’une  sonde  de  température  à  fibre  
optique)  destiné  à  mesurer l a  température  du  conducteur in térieur.  

5 Condi tions  d ’essai  

La  stabi l i té  des  cond i ti ons  d ’essai  comprend  la  stabi l i té  en  température  et l a  stabi l i té  en  al ti tude.  

a)  Stabi l i té  en  température:  

Lorsque  la  variation  de  température  pour l ’échan ti l l on  d ’essai  n ’est pas  supérieure  à  ±  2  °C  
en  5  m in ,  l a  température  doi t  être  cons idérée  comme  étan t s tabi l isée.  

Lorsque  l ’essai  est  réa l i sé  en  chambre,  s i  l a  variation  de  température  de  l a  chambre  et de  
l ’échan ti l l on  d ’essai  n ’a  pas  été  supérieure  à  ±  2  °C  pendant 5  m in ,  l a  température  doi t  être  
cons idérée  comme étan t stabi l i sée.   

b)  Stabi l i té  en  al ti tude:   

Lorsque  les  spéci fications  appl icables  con tiennent des  exigences  re latives  à  l a  pression ,  une  
a l ti tude  de  l a  chambre  d ’essai  à  basse  press ion  qu i  est stable  dans  l a  p l age  de  ±  5  %  de  l a  
va leur spéci fi ée  pendant  1 0  m in  est considérée  comme une  a l ti tude  s table.  

6 Principe d ’essai  

Une combinaison  d ’ une  source  de  pu issance,  d ’ un  coupleur d i recti f,  d ’un  atténuateur fixe  (s ’ i l  
est  exigé)  et  d ’ un  wattmètre  est  u ti l i sée  pour l ’ essai ,  comme représenté  à  l a  F igure  2 .  Lorsque  
l a  pu issance i ncidente  P i  traverse  l e  coupleur,  l a  pu issance  de  couplage  Pf  est  produ i te  au  

n iveau  de  son  port  de  couplage,  pu is  est atténuée j usqu ’à  l a  p lage  du  wattmètre  par un  
atténuateur fixe  (s i  nécessai re) ,  de  man ière  à  obten i r l a  va leur d ’ i nd ication  de  pu issance  P0 .  

Comme  le  facteur de  couplage  C [ca lcu lé  à  parti r de  l a  Formu le  (2)]  du  coupleur et l a  va leur 
d ’atténuation  D  [ca lcu lée  à  parti r de  l a  Formu le  (3)]  de  l ’ atténuateur fixe  son t invariables,  l a  
pu issance  inciden te  réel l e  de  l ’échanti l l on  peu t être  obtenue  à  parti r de  l a  Formu le  (4) .  
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 0P P D C= + +  (4)  

 
où  

C  est  l e  facteur de  couplage  du  coupleur,  en  dB;  

D  est  l ’ atténuation  de  l ’ atténuateur fixe,  en  dB;  

Pi  est  l a  pu issance i ncidente  du  système d ’essai ,  en  dB;  

Pf  est l a  va leur de  l a  pu issance  de  l ’ extrémi té  de  couplage  du  coupleur,  en  dB;  

Pg  est  l a  va leur de  pu issance atténuée  par l ’ atténuateur fixe,  en  dB;  

P  est  l a  va leur de  pu issance mesurée,  en  dB;   

P0   est la  va leur i nd iquée  par l e  wattmètre,  en  dB.  

 

Figure 2  – Principe d ’essai  

7 Equipement d ’essai  

L’équ ipement d ’essai  est  comme su i t:  

a)  La  source  de  pu issance,  l e  coupleur d i recti f,  l ’ atténuateur fixe,  l e  wattmètre,  l a  charge  de  
forte  pu issance (ou  absorbeur) ,  etc.  La  pu issance ass ignée  des  coupleurs,  des  atténuateurs  
fixes,  des  charges  de  forte  pu issance  et  des  au tres  apparei ls  sé lectionnés  doi t  ê tre  
supérieure  à  2  à  2 , 5  foi s  l a  pu issance  maximale  mesurée,  de  man ière  à  empêcher les  
apparei ls  de  brû ler en  ra i son  d ’ une  surchauffe  dans  l e  cas  d ’ une  pu issance  non  stable.  

b)  Le  thermodétecteur doi t  être  apte  à  mesurer l es  températures  des  conducteurs  i n térieur et  
extérieur,  et  do i t offri r u ne  sensib i l i té  suffisan te  avec une  précis ion  de  ±1  °C.   

c)  La  chambre  d ’essai  de  température  -  a l ti tude  ( le  cas  échéant)  doi t satisfai re  aux exigences  
d ’essai  i nd iquées  dans  l es  spéci fications  appl icables.  

d )  Pour l ’ essai  de  pu issance  ass ignée,  i l  convient que  l e  rapport d ’ondes  stationnai res  en  
tension  (ROS)  de  la  charge  soi t i n férieur à  1 , 05;  pour l es  essais  de  tenue  en  pu issance,  
sau f spéci fication  con trai re,  l e  ROS  de  la  charge  ne  doi t pas  être  i n férieur à  1 , 75.  

e)  Un  local  d ’essai  pour empêcher l a  ci rcu lation  de  l ’ a i r,  par exemple  des  ven ti l ateurs  de  
l ’encein te  cl imatique.  S i  nécessaire,  i l  convien t que  l e  l ocal  d ’essai  s ’adapte  dans  l ’ encein te  
cl imatique  et  soi t suffisamment grand  pour pos i ti onner l es  é léments  d ’essai  à  20  cm  (8  i n )  
des  parois  du  l ocal  d ’essai .   
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8 Procédure d ’essai  

8. 1  Pu issance  moyenne assignée  / Pu issance d ’onde entretenue assignée  

8. 1 . 1  Essai  de  pu issance moyenne assignée  

La  procédure  d ’essai  est  l a  su ivante:  

a)  L ’affaib l issement d ’ i nsertion  et l e  ROS de  l ’échanti l lon  doivent  être  mesurés  conformément 
respectivement à  l ’ I EC 61 1 69-1 -2  et  à  l ’ I EC  61 1 69-1 -4 .  Les  valeurs  mesurées  doivent être  
cel l es  i nd iquées  dans  l a  spéci fication  appl icable .   

b)  Raccorder l ’ échanti l lon  d ’essai  (TS)  au  système  d ’essai  de  pu issance comme  représenté  à  
l a  F igure  2 ,  et u ti l i ser l e  thermodétecteur pour su rvei l l er respectivement l a  température  du  
conducteur i n térieur,  ti ,  et l a  température  du  conducteur extérieur,  to ,  a i ns i  que  l a  

température  de  l ’ envi ronnement d ’essai ,  te .  Enreg istrer i nd ividuel lemen t l es  valeurs  de  

température  ti ,  to  e t  te ,  après  stabi l isation  de  l a  température.  

c)  Rég ler l es  paramètres  d ’essai :  fréquence  d ’essai  et  pu issance  moyenne  / pu issance d ’onde  
en tretenue  (une  valeur estimée  in férieure),  pu is  commencer l ’essai .  

d )  Poursu ivre  l ’ essai  pendant une  durée  suffisan te  pour stabi l iser l a  température  à  cette  
fréquence  et  cette  pu issance,  pu is  enreg istrer l es  valeurs  de  température  ti  et  to  à  cet 

i nstan t.  

e)  A cette  fréquence,  augmenter l en tement l a  pu issance j usqu ’à  ce  que  la  température  ti  d u  

conducteur i n térieur atte igne  la  température  maximale  que  l ’ échanti l lon  peu t supporter et 
se  s tabi l i se  à  ce  n iveau .  La  pu issance à  cet i nstant est  l a  pu issance assignée  à  cette  
fréquence.  Enreg istrer l a  pu issance P,  l a  température  du  conducteur i n térieur  ti  et la  

température  du  conducteur extérieur  to  à  cet i nstant.  

f)  Après  l ’ essai ,  reti rer l ’échan ti l l on  et l orsque  l a  température  du  conducteur i n térieur  ti  et l a  

température  du  conducteur extérieur  to  son t rétabl i es  à  l a  température  ambiante  ou  à  

l ’atmosphère  d ’essai  normal isée,  l e  ROS  de  l ’ échanti l l on  doi t  être  mesuré  conformément à  
l ’ I EC 61 1 69-1 -4 ,  et  do i t  ê tre  conforme à  l a  spéci fication  appl icable.  

g )  Lorsque  la  température  et l ’a l ti tude  de  l ’envi ronnement son t exigées,  l ’ échan ti l l on  doi t  être  
p lacé  dans  l a  chambre  d ’essai  de  température-a l ti tude  et soumis  à  essai  conformément aux 
étapes  b)  à  f) .  La  température  et l ’ a l ti tude  de  l a  chambre  d ’essai  do iven t être  survei l l ées  
pendan t l ’essai .  

8. 1 .2  Conversion  de  l a  pu issance  moyenne assignée à  d ’ autres  fréquences  

Dans  l a  p lage  de  fréquences  de  fonctionnement d ’un  connecteur RF,  l orsque  l a  pu issance  
moyenne assignée à  une  certaine  fréquence est  connue,  l a  pu issance  moyenne assignée  à  une  
au tre  fréquence  peut être  déterm inée  par conversion  à  parti r de  cette  pu issance moyenne  
ass ignée connue,  en  u ti l i san t l es  va leurs  de  l ’ affaib l issement d ’ i nsertion  à  cette  fréquence et à  
tou te  au tre  fréquence  au  moyen  des  Formu les  (5)  et  (6).  

 
1 2

1 0 1 0
1 21 1 0 1 1 0

f f

if ifP P

α α
− −

× − = × −（ ） （ ）  (5)  

 

Lorsque  αf1  ≤  1  et  αf2  ≤  1 ,  l a  Formu le  (5)  peu t  être  s impl i fi ée  comme su i t pour obten ir l a  

Formu le  (6) :  

 1 1 2 2if f if fP Pα α× = ×  (6)  
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où  

αf1  est  l ’ atténuation  du  connecteur RF  à  l a  fréquence  f1 ,  en  dB;  

αf2  est  l ’ atténuation  du  connecteur RF  à  l a  fréquence  f2 ,  en  dB;  

Pif1  est  l a  pu issance  moyenne ass ignée  à  l a  fréquence f1 ,  en  W;   

Pif2  est  l a  pu issance  moyenne ass ignée  à  l a  fréquence f2 ,  en  W.  

8. 1 .3  Conversion  de  l a  pu issance  moyenne assignée à  d i fférentes  températures  
d ’environnement 

Les  pu issances  moyennes  assignées  à  d i fférentes  températures  d ’envi ronnement de  1 5  °C  
à  40  °C  peuven t être  converties  en  pu issances  moyennes  assignées  à  40  °C.  Lorsqu ’un  essai  
à  l a  température  ambian te  normal isée  de  40  °C  est exigé  dans  la  spéci fication  appl icable,  l a  
Formu le  (7)  peut  être  u ti l i sée  pour converti r l a  pu issance moyenne  assignée  à  une  certaine  
température  d ’environnement en  pu issance  moyenne  ass ignée à  40  °C:  

 

,1 1 4

1
1 1

t T
P P

t T

 −
=  

− 
 (7)  

 

où  

T1  est  l a  température  ambiante  comprise  de  1 5  °C  à  40  °C  pendant l ’ essai ,  en  °C;   

T est la  température  ambiante  normal isée  (40  °C),  en  °C;  

t1  est la  température  mesurée  du  conducteur in térieur,  de  (t  −  1 5)  à  t,  en  °C;  

t  est  l a  température  maximale  du  conducteur in térieur (comme i nd iqué  dans  l a  spéci fication  
appl icable);  

P1  est  l a  pu issance d ’en trée  mesurée  dans  l es  cond i tions  t1  et  T1 ,  en  W;  

P  est  l a  pu issance ass ignée (à  l a  température  l im i te) ,  en  W.  

Les  cond i ti ons  pour l a  Formu le  (7)  son t l es  su ivan tes:  

a)  La  température  de  l ’ envi ronnement d ’essai  T1  varie  de  1 5  °C  à  40  °C;  

b)  Pour l ’essai ,  l a  température  du  conducteur i n térieur ne  doi t  pas  être  i n férieure  à  1 5  °C  en  
dessous  de  l a  température  maximale  admissible  entre  (t  −  1 5)  et  t.  

8. 1 .4  Estimation  de  la  pu issance moyenne  assignée  

Lorsqu ’ i l  n ’est pas  poss ib le  de  soumettre  d i rectement à  essai  la  pu issance  moyenne  assignée,  
l a  pu issance  moyenne  assignée peut être  estimée en  u ti l i sant l a  méthode ind iquée  à  l ’Annexe B .  

8.2  Tenue  en  pu issance  

8.2. 1  Pu issance  moyenne / Pu issance  d ’onde entretenue  

La  procédure  d ’essai  est  l a  su ivante:  

a)  L ’affa ib l issement d ’ i nsertion  et l e  ROS de  l ’échan ti l lon  doivent être  mesurés  conformément 
respectivement à  l ’ I EC 61 1 69-1 -2  et  à  l ’ I EC  61 1 69-1 -4.  Les  valeurs  mesurées  doivent  être  
ce l l es  i nd iquées  dans  l a  spéci fication  appl icable.  

b)  Raccorder l ’ échanti l lon  d ’essai  (TS)  au  système  d ’essai  de  pu issance  comme représenté  à  
l a  F igure  2 ,  et  u ti l i ser l e  thermodétecteur pour survei l l er l a  température  de  l ’ échan ti l l on  
d ’essai .  



I EC 61 1 69-1 -6: 2022  © I EC 2022  – 25  –  

c)  L ’échanti l l on  d ’essai  (TS)  doi t être  p lacé  dans  l a  chambre  d ’essai  de  température  et/ou  
d ’a l ti tude  pour l ’ essai  l orsque  l a  température  et/ou  l ’ a l ti tude  sont i nd iquées  dans  l a  
spéci fication  concernée.  La  température  et/ou  l a  press ion  d ’a i r dans  l a  chambre  d ’essai  de  
température  et/ou  d ’al ti tude  doivent être  conformes  à  l a  spéci fication  appl icable  et do iven t 
être  survei l l ées  tou t au  long  de  l ’ essai .  

d )  Rég ler l es  paramètres  d ’essai :  fréquence  d ’essai  et  pu issance  moyenne  / pu issance d ’onde  
en tretenue.  

e)  Poursu ivre  l ’ essai  à  cette  fréquence  et  cette  pu issance  pendant  l a  période  i nd iquée  dans  l a  
spéci fication  appl icable .  I l  convient  que  l a  température  de  l ’ échanti l l on  soi t enreg istrée  
l orsque  ce la  est  exigé  dans  l a  spéci fication  appl icable.  

f)  Lorsque  l a  fréquence  i nd iquée  dans  l a  spéci fication  appl icable  est  une  p lage  de  fréquences,  
l a  pu issance  l im i te  maximale  doi t  ê tre  appl i quée  au  poin t de  fréquence  maximale  
pendant 60  m in  après  s tabi l isation  de  la  température.  Lorsque  l es  cond i ti ons  d ’essai  
ci -dessus  ne  son t pas  d ispon ibles,  i l  convient de  réa l iser l ’ essai  respectivement aux poin ts  
de  haute,  moyenne et basse  fréquences.  Sau f i nd ication  con tra ire  dans  l a  spéci fication  
appl icable,  l es  poin ts  à  hau te  fréquence  chois is  dans  l ’ essai  doiven t  être  à  1 0  %  de  l a  
fréquence l im i te  supérieure  de  l ’ échanti l lon  et l a  durée  de  l ’ essai  ne  doi t  pas  être  i n férieure  
à  60  m in .  I l  convien t que  l e  poin t  à  moyenne  fréquence  soi t  l a  fréquence  i n terméd iai re  
approximative  dans  l a  p lage  de  fréquences  et que  l a  durée  de  l ’ essai  ne  soi t pas  i n férieure  
à  20  m in .  I l  convien t que  l e  poin t à  basse  fréquence  soi t dans  les  0 , 1 0  GHz à  l ’extrém i té  
i n férieure  de  l a  pl age  de  fréquences,  et  que  l a  du rée  de  l ’ essai  ne  soi t  pas  i n férieure  
à  20  m in .   

g )  L ’échanti l l on  doi t être  ramené et  stabi l i sé  à  la  température  ambiante  avant l ’ appl ication  de  
l a  pu issance  à  chaque  poin t de  fréquence.  

h )  Pendant l ’essai ,  i l  convient qu ’ i l  ne  se  produ ise  n i  cl aquage n i  brû lure  sur l ’échan ti l l on  et  
l ’ échau ffement de  l ’échanti l lon  et de  la  chambre  d ’essai  (s i  cela  est spéci fi é)  doi t  être  
con forme  aux spéci fications  appl icables.  Après  l ’ essai ,  i l  convien t de  sorti r l ’ échan ti l l on  et  
de  le  ramener à  un  état  stable.  L ’affa ib l issement d ’ i nsertion  et  le  ROS de  l ’échanti l l on  
doivent  être  mesurés  conformément respectivement à  l ’ I EC  61 1 69-1 -2  et  à  l ’ I EC 61 1 69-1 -4.  
Les  valeurs  mesurées  doiven t être  cel l es  i nd iquées  dans  l a  spéci fication  appl icable .  

8.2.2  Tenue  en  pu issance de  crête  

La  procédure  d ’essai  est  l a  su ivante:  

a)  L ’affa ib l issement d ’ i nsertion  et l e  ROS de  l ’échan ti l lon  doivent  être  mesurés  conformément 
respectivement à  l ’ I EC 61 1 69-1 -2  et  à  l ’ I EC  61 1 69-1 -4.  Les  valeurs  mesurées  doivent  être  
ce l l es  i nd iquées  dans  l a  spéci fication  appl icable.  

b)  Raccorder l ’ échanti l lon  d ’essai  (TS)  au  système  d ’essai  de  pu issance  comme représenté  à  
l a  F igu re  2 .  

c)  L ’échan ti l l on  d ’essai  (TS)  doi t  être  p lacé  dans  l a  chambre  d ’essai  de  température  et/ou  
d ’a l ti tude  pour l ’ essai  l orsque  l a  température  et/ou  l ’ a l ti tude  sont i nd iquées  dans  l a  
spéci fication  concernée.  La  température  et/ou  l a  press ion  d ’a i r dans  l a  chambre  d ’essai  de  
température  et/ou  d ’al ti tude  doivent être  conformes  à  l a  spéci fication  appl icable  et doiven t 
être  survei l l ées  tou t au  long  de  l ’ essai .  

d )  Rég ler l a  fréquence  d ’essai  (s i  i nd iquée),  l a  pu issance  de  crête,  l a  durée  d ’ impu ls ion ,  l e  
facteur de  marche  ou  l a  période,  et  réal iser l ’ essai  conformément à  l a  spéci fication  
appl icable.  Sauf spéci fication  con trai re,  l a  durée  ne  doi t  pas  être  i n férieure  à  60  m in .  
Lorsque  ce la  est i nd iqué  dans  l a  spéci fication  appl icable,  i l  convient de  su rvei l ler l a  
température  de  l ’ échanti l l on  au  cours  de  l ’ essai .  

e)  Pendant l ’ essai ,  i l  convient qu ’ i l  ne  se  produ ise  n i  cl aquage  n i  brû l ure  su r l ’échan ti l l on ,  et 
que  l ’ échauffement de  l ’ échanti l lon  (s i  e l l e  est i nd iquée)  soi t conforme  aux spéci fications  
appl icables.   

f)  Après  l ’essai ,  i l  convient  de  sorti r l ’ échan ti l l on  et de  l e  ramener à  un  état  stable .  
L ’affa ib l issement d ’ i nsertion  et l e  ROS de  l ’échanti l lon  doivent  être  mesurés  conformément 
respectivement à  l ’ I EC 61 1 69-1 -2  et  à  l ’ I EC  61 1 69-1 -4 .  Les  valeurs  mesurées  doivent être  
cel l es  i nd iquées  dans  l a  spéci fication  appl icable .  
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9  Informations  à  faire  figurer dans  la  spécification  appl icable  

Les  in formations  su ivan tes  doivent  être  fourn ies  dans  la  spéci fication  appl i cable:   

a)  l a  méthode d ’essai ;   

b)  l es  cond i ti ons  d ’essai ;  

c)  l a  fréquence et  l a  pu issance  d ’essai ;  

d )  l e  facteur de  durée,  l a  l argeur d ’ impu ls ion  ou  l e  cycle  (selon  l es  besoins) ;  

e)  l a  durée  de  l ’ essai ;  

f)  tou t écart par rapport à  l a  méthode d ’essai .   

1 0  Rapport d ’essai  

I l  convien t que  le  rapport d ’essai  con tienne  l es  i n formations  su ivan tes:  

a)  l a  méthode d ’essai ;  

b)  l es  cond i ti ons  d ’essai ;  

c)  l a  fréquence et  l a  pu issance  d ’essai ;  

d )  l e  facteur de  durée,  l a  du rée  d ’ impu ls ion  ou  le  cycle  (selon  l es  besoins) ;  

e)  l es  températures  des  conducteurs  i n térieur et extérieur;  

f)  l a  durée  de  l ’ essai ;  

g )  l ’ équ ipement d ’essai ;  

h )  l e  nombre  d ’échanti l l ons  d ’essai ;  

i )  l es  résu l tats  d ’essai ;  

j )  l e  nom  de  l ’ opérateur et l a  date  de  l ’essai .  
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Annexe A 
(in formative)  

 
Températures  d ’endurance pour les  matériaux d iélectriques  typiques  

La  température  maximale  admissib le  du  conducteur i n térieur dépend  de  la  température  
d ’endurance  du  matériau  d ié lectri que,  de  la  construction ,  de  l a  conception  et de  l a  fabrication  
du  connecteur.  Les  températures  d ’endurance  pour l es  matériaux d iélectri ques  typiques  pour 
l es  connecteurs  RF  sont  i nd iquées  dans  le  Tableau  A. 1 .  

Tableau  A.1  – Températures  d ’endurance  pour les  matériaux d iélectriques  typiques  

Matériau  d iélectrique  Température  d ’endurance recommandée  

 °C  

Polytétrafl uoroéthylène  (PTFE)  +200   

Polyétheréthercétone  (PEEK)  +250   

Polyim ide  (P I )  +280   

Poly(amide-im ide)  (PAI )  +260   

Polyétherim ide  (PEI )  +200   

Polypropylène  (PP)  +270   

Polyéthylène  basse  dens i té  (LD-PE)  +85   
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Annexe B  
( in formative)  

 
Estimation  de  la  puissance moyenne assignée  

B.1  Estimation  de la  pu issance moyenne assignée à  d i fférentes  températures  
ambiantes  

Lorsque  l a  source  de  pu issance  RF  à  une  fréquence  donnée  est  i nsuffisante  pour satisfa i re  aux 
exigences  de  l ’ essai  de  pu issance RF,  l a  pu issance RF  moyenne ass ignée peu t être  estimée  
en  u ti l i sant les  procédures  su ivan tes:  

a)  P lacer l ’ échanti l l on  d ’essai  dans  la  chambre  d ’essai  de  température  et l e  raccorder au  
système d ’essai  de  pu issance  comme  représenté  à  l a  F igure  2 ;  

b)  Rég ler l a  température  de  l a  chambre  d ’essai  à  T1  j usqu ’à  ce  qu ’e l l e  soi t  stabi l isée.  

c)  L ’essai  de  pu issance  RF  est effectué  conformément à  8 . 1 . 1  j usqu ’à  ce  que  la  température  
du  conducteur i n térieur atte igne  la  température  maximale  admissib le.  Enreg istrer l a  
température  ambian te  Te1  au tour de  l ’ échanti l l on  d ’essai ,  l a  température  maximale  du  

conducteur i n térieur et l a  va leur de  la  pu issance,  pu is  couper l a  source  de  pu issance.  

d )  Ramener l a  température  de  la  chambre  d ’essai  à  T2  j usqu ’à  ce  qu ’el l e  soi t  stabi l isée.  

e)  Répéter l ’ étape  c).  

f)  Les  essais  de  pu issance  en  p lus  de  trois  poin ts  de  température  ambiante  son t effectués  de  
man ière  s imi la i re.  

g )  Tracer et  a j uster l a  courbe  de  l a  température  ambiante  en  fonction  de  l a  pu issance  RF  
ass ignée.  

h )  Estimer la  pu issance  assignée aux au tres  températures  ambian tes  en  u ti l i san t l a  cou rbe  
température  ambiante-pu issance  aj ustée.  

Par exemple:  

La  F igure  B . 1  représente  l a  pu issance  RF  moyenne  ass ignée  pour un  connecteur SMA à  
d i fférentes  températures  ambian tes,  l orsqu ’ i l  est  soumis  à  essai  à  2  GHz,  avec une  température  
du  conducteur i n térieur de  1 60  °C.  

 

Figure B. 1  – Pu issance RF  moyenne  assignée  pour un  connecteur SMA 
à  d i fférentes  températures  ambiantes  

___________ 
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